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Resumo: Esquema de transferéncia:
Este projeto visa o desenvolvimento um sistema de medidas a fim de
observar efeitos de transferencia de spin. Resumidamente, pode-se dizer
que o efeito resulta da interacao entre uma corrente elétrica spin-polarizada X X X
’ae . yoae —» N N N
com os momentos magnéticos de uma camada de material ferromagnético. M1 Mp
Deste modo pode-se controlar a magnetizacao via corrente elétrica por um
torque que resulta apenas da transferéencia de spin. A principal dificuldade a _
ser transposta neste tipo de experimento esta na densidade de corrente lu /j/
necessaria para gerar o torque necessario. Uma forma de contornar o 4 g . o
problema é reduzindo a area na qual a corrente atravessa da amostra, ou y,/ / / ,' =
seja, construir dispositivos com dimensdes de algumas centenas de 2 Y
nanometros, por onde a corrente devera fluir. No nosso caso, utilizamos FMI NM FM2
nanoponteiras de’ .tungstenlc?. Aqui iremos discutir detalhe§ a respelto de Figura 1. Esquema de amostra bicamada ferromagnética.
problemas especuflcos~rela0|9nados a0 uso das nanoponteeras, ‘tals como, Elétrons sio polarizados na camada espessa e
controle de aproximacao, efeitos de aquecimento, contatos 6hmicos e nao transferem momentum para camada livre, a mais fina.
kohmlcos, tunelamento, etc. JU )
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Aparato Experimental: Curva esperada:
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Figura 3. Imagem de MEV da
, , extremidade nanométrica da ponta de Figura 4. Curva tipica do efeito pra
Figura 2. Base do sistema de A . .
medida tungstenio. amostra bicamada magnética, sendo a
9 ' ) polarizadora a mais interna.
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Circuitos de aproximagao: 4 h
P ¢ Resultados de amostras:
Circuito 1: visualizacao da corrente de tunelamento entre ponteira e amostra via
COﬂtl’Ole de COrrente SObre reSiSténCia aUXiliar. 470 Amostra com trilha de ouro sobre ¢xido de silicio
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Circuito 2: visualizacao da corrente de tunelamento entre ponteira e amostra via dr NiFe (3 nm)
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36 |- S \Cu (50nm) 4
Entrada A 46.8 : 3 " : I +1
Lock-in : 5 : 34+ : .
A e e s | -
Gerador \AJ Ponteira-Amostra 100 @ 32 . .
de sinal - I 46.4 ; 8 30} '"T-_"J M 1 Figura 6. Curva
80kHz - N ol 2 2l et e | obtida em amostra
22 K > S | o] com bicamada
: = 460 ; T | ] magnética.
1§ 34 L (b) H=242 Qe i
o 458 : : ; i
@ Zax " 2 i
T il \"‘—-"A-—n—-\:b- ]
454 -4 28 L - _
45.2 26 -_ 1 : I . ! ] 1 7]
0 200 400 600 800 -10 5 0 5 10
\ Contagem j Current (mA) _
Perspectivas futuras:
- Medicao de amostras que apresentam efeito de exchange bias. !
- Adaptacao do sistema para medicao de amostras com espagadon.' dielétrico, Figura 7. Curva Sl
- Estudo para maior entendimento sobre efeito de anisotropias do sistema. obtida em amostra e
com trilha de ouro " sof ————
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